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摘要(译)

课题为，为了将多个有机EL元件排列成矩阵状对构成像素的有机EL基板
上每个像素的电流进行测定，而需要较长时间。有机EL基板的检查方
法，包括：第1步骤，用来获得流过下述有机EL基板上与选择信号线所连
接开关元件群的第1群电流值；第2步骤，用来获得流过下述有机EL基板
上与数据信号线所连接开关元件群的第2群电流值；第3步骤，用于根据
由第1、第2各个步骤所得到每个群脉冲信号的电流值，对包括有机EL元
件的各开关元件所流过的电流进行运算，该有机EL基板在绝缘基板上将
由开关元件所选择进行发光的有机EL元件排列成多组矩阵状。
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